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Vyuziti polarizace svetla
pro charakterizaci (nano)materialu

[H. Fujiwara, 5pectroskopic Eflipsometry: Principles and appiications 2007, John Willey]

Elipsometrie je opticka, neprima, nedestruktivni metoda, ktera vyuziva zmény polarizacniho
stavu svétla pri jeho odrazu (prichodu) materidlem. Zména polarizace je popsana dvéma
méritelnymi elipsometrickymi parametry ya A. Na zakladé jejich méreni Ize modelovat vnitrni
geometrickou strukturu vzorku na Urovni nanometru a jeho optické vlastnosti. Elipsometrie
muze tedy byt jednou z metod uzitenych pro pochopeni vlastnosti nanomateriald.
Konkrétnimi priklady vyuziti nanotechnologii a nanomateriald v nasem okoli mohou byt
pamét'ova média, biokompatibilni povrchy implantatd, supertvrdé povrchy, odéruodolné
povrchy, solarni chipy, panely apod.

Ve ctvrtek 15. ledna 2015 v poslucharné A3 Univerzity Pardubice
(budova univerzitni auly v Pardubicich — Polabinach), zacatek v 17:00. Vstup volny.
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